
Pokročilé atomární manipulace pomocí rastrovacích mikroskopů 
 

Rastrovací mikroskopy umožňují provádět cílené manipulace jednotlivých atomů 
a molekul na povrchu pevných látek. Současný rozvoj rastrovacích mikroskopů 
pracujících v ultravysokém vakuu umožňuje provádět současná měření 
atomárních sil a tunelovacích proudů na jednotlivých atomech. V rámci této práce 
se zaměříme na nové možnosti cílené manipulace jednotlivých atomů právě 
kombinací tunelovacího proudu a atomárních sil. Cílem práce je hlouběji pochopit 
a optimalizovat procesy manipulace. Dále se zaměříme na automatizaci 
vytváření jednotlivých nanostruktur cílenou manipulací atomů na povrchu pevné 
látky (viz. obrázek). 
 
 

 
 
Ukázky vytváření různých nanostruktur pomocí cílené manipulace jednotlivých 
atomů vytvořených na pracovišti Fzú pomocí rastrovacího mikroskopu.  

 

Předpokládané znalosti:  

− základní znalost fyziky pevných látek a povrchové fyziky 

− základní znalost rastrovacích mikroskopů  

− základní znalost programovaní vítaná 
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